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Для изучения возможности применения высокоэнтропийных сплавов (ВЭС) с гранецентрированной кубической (ГЦК) структурой в качестве перспективных конструкционных материалов, чистый никель и ВЭС CoCrFeNi, CoFeCrMnNi были облучены пучками ионов криптона с энергией 280 кэВ и флюенсом 5×1015 см-2 при комнатной температуре, а также пучками ионов гелия с энергией 40 кэВ и флюенсами до 2×1017 см-2 при комнатной температуре и при 700°С. Эксперименты по облучению проводились на циклотроне ДЦ-60 в АФ ИЯФ (Астана, Казахстан).
Изменения элементного состава образцов исследовались методами Резерфордовского обратного рассеяния (РОР) на пучках ионов 14N2+ с энергией 14 МэВ и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДС). Также были изучены микроструктура ВЭС с помощью рентгеноструктурного анализа (РСА) и морфология поверхности с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ).
ВЭС CoCrFeNi, CoFeCrMnNi сохраняют основную фазу ГЦК твердого раствора при облучении ионами криптона и гелия. Метод РОР показал, что в результате облучения ионами гелия при комнатной температуре, состав ВЭС остается близким к эквиатомному и распределение по глубине практически не меняется, но при облучении ионами криптона распределение элементов ВЭС становится менее однородным. Согласно данным РЭМ и ЭДС, в результате облучении ионами гелия в ВЭС сегрегация и блистеринг проявляются при 700°С, а в чистом Ni они наблюдается уже при комнатной температуре облучения.
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Рисунок 1. Спектры РОР (а-в) CoCrFeNi и (г-е) CoCrFeMnNi, (а, г) – исходные, (б, д) – облученные ионами Kr14+ (280 кэВ, 5×1015 см-2), (в, е) – облученные ионами He2+ (40 кэВ, 2×1017 см-2) при комнатной температуре. 
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